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摘要(译)

本发明提供具有高的频率分辨率和空间分辨率的、能够提高闭合裂纹与
张口裂纹的识别性的结构缺陷的成像方法和结构缺陷的成像装置。另
外，本发明还提供具有高频率分辨率和高空间分辨率的、能够提高组织
与气泡或损害部位的识别性的气泡或损害部位的成像方法以及气泡或损
害部位的成像装置。对于超声波发射器和阵列接收器针对缺陷而不同的2
个配置，由阵列接收器接收超声波发射器向结构物照射的脉冲超声波在
缺陷上产生的散射波来得到接收信号。对该接收信号施加使特定频率成
分通过的带通滤波器，并在使其偏移根据阵列接收器的各接收传感元件
的位置而不同的时间之后，对其进行相加而得到处理信号。根据该处理
信号分别得到缺陷的图像。抽取所获得的两个图像的共同部分。
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